Tomas Horak

Opticka elipsometrie
Vedouci: J. Podloucky
Oponent: J. Kapitan

Pribéh obhajoby bakalatské prace

Student ve své prezentaci informoval o hlavnich cilech a vysledcich bakalaiské prace
zamé&fené na optickou elipsometrii, ktera urCuje komplexni index lomu optickych rozhrani
nebo tloustku tenkych wvrstev. V 1vodni ¢asti se vénoval teoretickému zazemi
elipsometrickych metod a nésledné objasnil metodiku provadénych méfeni a diskutoval
zpracovani a vyhodnoceni experimentalnich dat. Méfeni student provadél na elipsometru
firmy Lambda Scientific s pouzitim referen¢niho vzorku vrstvy SiO, a dalSich vzorkl vrstev
MgF; a AIF. Soucasti bakalaiské prace je pracovni list, ktery budou studenti vyuzivat jako
navod pro elipsometrickd méteni v praktické ¢asti vyuky.

Oponent upozornil na jazykové nedostatky a nepiesnosti v pouziti odborné terminologie.
Vyhrady mél také ke srozumitelnosti textu a prezentaci vysledkd.

Otazky

Muzete graficky znazornit polarizacni stav svétla v jednotlivych mistech elipsometru LEOI-
447

Jaké bylo statistické zpracovani dat?

Jaky je vztah mezi Jonesovym vektorem a intenzitou?

Je v elipsometrickych métenich nutny vysoky stupeini koherence svétla?

Student reagoval na dotazy ale nebyl schopen objasnit vztah mezi Jonesovym vektorem a
intenzitou.

Hodnoceni vedouciho: C
Hodnoceni oponenta: D
Vysledné hodnoceni: D



